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(57)摘要

本发明提出了一种透平叶片测量方法，通过

在叶片表面增加定位标记物，形成可供后期拼接

用的基准，先测量完整叶片外形数据，后测量各

切割段内外数据，通过形成的基准进行数据拼

接，拼接后还可采用光学测量数据进行对比，评

估切割前后的对齐精确度，获得位置度准确的叶

片内外表面结构。
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1.一种透平叶片测量方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、将待测量透平叶片的叶身沿其轴向标记为若干叶片段(3)，在每个叶片段的两

侧分别设置定位标记物；

步骤2、获取步骤1得到的叶身以及定位标记物的测量数据，并根据定位标记物的测量

数据建立叶身的参考中心线和参考平面；

步骤3、按照步骤1标记的叶片段(3)对叶身进行分割得到多个叶片段，再沿每个叶片段

的厚度方向进行再次切割，得到每个叶片段的两个叶片切片；

步骤4、对各个叶片切片以及与其连接的定位标记物进行测量，并根据定位标记物的测

量数据建立叶片切片的参考中心线和参考平面；

步骤5、根据步骤2叶身的参考中心线和参考平面，以及步骤4得到的各个叶片切片的参

考圆柱中心线和参考平面，将各个叶片切片的测量数据进行拼接，得到透平叶片的完整测

量数据。

2.根据权利要求1所述的一种透平叶片测量方法，其特征在于，步骤1中叶片段的背弧

面侧和内弧面侧分别至少布置两个定位标记物。

3.根据权利要求2所述的一种透平叶片测量方法，其特征在于，所述定位标记物为圆柱

棒(4)。

4.根据权利要求3所述的一种透平叶片测量方法，其特征在于，步骤1中叶片段同一侧

的多个定位标记物位于不同高度，且任意两个圆柱棒非平行设置。

5.根据权利要求3所述的一种透平叶片测量方法，其特征在于，步骤2中根据圆柱棒(4)

的轴线和端面建立叶身的参考中心线和参考平面。

6.根据权利要求1所述的一种透平叶片测量方法，其特征在于，步骤3中采用线切割的

方式对叶身进行分段。

7.根据权利要求1所述的一种透平叶片测量方法，其特征在于，步骤2和步骤4中采用非

接触式光学测量方法获取叶身和叶片切片的外形测量数据。

8.根据权利要求1所述的一种透平叶片测量方法，其特征在于，步骤5中，将每个叶片切

片的参考中心线和参考平面与叶身对应位置的参考中心线和参考平面进行重合，使每个叶

片切片的测量数据与叶身的测量数据重合，得到整个叶片内外表面的测量数据。
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一种透平叶片测量方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种燃气轮机透平叶片测量，具体涉及一种透平叶片测量方法。

背景技术

[0002] 透平叶片是燃气轮机的重要组成部分，叶片加工完成后外表面的测量相对容易，

对内表面的精确测量较为困难，将叶片切割开测量后，由于线切割等方法将叶片切开后存

在一定的材料缺失，且线切割的方向与预设方向也不一定能完全保持一致，导致切割下来

的叶片段“回装”时难以找到原来在叶片上的位置，使叶片测量后内表面轮廓构建时出现一

定的上下偏移。

发明内容

[0003] 针对现有技术中存在的问题，本发明提供、

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现：

[0005] 一种透平叶片测量方法，包括以下步骤：

[0006] 步骤1、将待测量透平叶片的叶身沿其轴向标记为若干叶片段，在每个叶片段的两

侧分别设置定位标记物；

[0007] 步骤2、获取步骤1得到的叶身以及定位标记物的测量数据，并根据定位标记物的

测量数据建立叶身的参考中心线和参考平面；

[0008] 步骤3、按照步骤1标记的叶片段对叶身进行分割得到多个叶片段，再沿每个叶片

段的厚度方向进行再次切割，得到每个叶片段的两个叶片切片；

[0009] 步骤4、对各个叶片切片以及与其连接的定位标记物进行测量，并根据定位标记物

的测量数据建立叶片切片的参考中心线和参考平面；

[0010] 步骤5、根据步骤2叶身的参考中心线和参考平面，以及步骤4得到的各个叶片切片

的参考圆柱中心线和参考平面，将各个叶片切片的测量数据进行拼接，得到透平叶片的完

整测量数据。

[0011] 优选的，步骤1中叶片段的背弧面侧和内弧面侧分别至少布置两个定位标记物。

[0012] 优选的，所述定位标记物为圆柱棒。

[0013] 优选的，步骤1中叶片段同一侧的多个定位标记物位于不同高度，且任意两个圆柱

棒非平行设置。

[0014] 优选的，步骤2中根据圆柱棒的轴线和端面建立叶片的参考中心线和参考平面。

[0015] 优选的，步骤3中采用线切割的方式对叶片进行分段。

[0016] 优选的，步骤2和步骤4中采用非接触式光学测量方法获取叶片和叶片切片的外形

测量数据。

[0017] 优选的，步骤5中将每个叶片切片的参考中心线和参考平面与叶片对应位置的参

考中心线和参考平面进行重合，使每个叶片切片的测量数据与叶片的测量数据重合，得到

整个叶片内外表面的测量数据。
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[0018] 与现有技术相比，本发明具有以下有益的技术效果：

[0019] 本发明提出了一种透平叶片测量方法，通过在叶片表面增加定位标记物，形成可

供后期拼接用的基准，先测量完整叶片外形数据，后测量各切割段内外数据，通过形成的基

准进行数据拼接，拼接后还可采用光学测量数据进行对比，评估切割前后的对齐精确度，获

得位置度准确的叶片内外表面结构。

附图说明

[0020] 图1为本发明透平叶片的结构示意图；

[0021] 图2为本发明透平叶片的分段示意图；

[0022] 图3为本发明叶片段的结构示意图；

[0023] 图4为本发明透平叶片的截面示意图；

[0024] 图5为本发明叶片段的横向剖切示意图。

[0025] 图中：1、叶身；2、叶柄部；3、叶片段；4、圆柱棒；5、榫头部；41、柱面；42、端面。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明，所述是对本发明的解释而不是限

定。

[0027] 参阅图1‑5，一种透平叶片测量方法，该透平叶片包括依次连接的叶身1、叶柄部2

和榫头部，测量方法包括以下步骤：

[0028] 步骤1、将待测量透平叶片的叶身沿其轴向标记为若干叶片段3，在每个叶片段的

两侧分别设置定位标记物，同时在叶柄部2设置定位标记物；

[0029] 在本实施例中所述定位标记物为圆柱棒4，在每个叶片段3的背弧面侧和内弧面侧

外表面单侧至少布置两个圆柱棒，且同一侧的多个圆柱棒的轴线呈夹角设置，并位于不同

的高度位置，同时多个叶片段3的任意两个圆柱棒也成夹角设置，也就是非平行设置。

[0030] 圆柱棒4通过强力胶或焊接的方法固定于叶片叶身1和叶柄部2外表面。圆柱棒固

定于叶片外表面，保证在下述的切割和测量过程中圆柱棒的位置和形状不发生变化。

[0031] 步骤2、获取步骤1得到的透平叶片以及定位标记物的测量数据，并根据定位标记

物的测量数据建立叶片的参考中心线和参考平面。

[0032] 在本实施例中采用非接触式光学测量方法对叶片外形和圆柱棒进行光学扫描测

量，通过接触式打点的方法在圆柱棒的柱面41和端面42分别打点，获取圆柱棒的轴线和端

面测量数据，并根据圆柱棒的轴线和端面分别构建参考中心线和参考平面，将测量数据、参

考中心线和参考平面保持作为叶片的原始外形数据进行保存。

[0033] 步骤3、按照步骤1标记的叶片段3对叶片进行分割得到多个叶片段，再沿每个叶片

段的厚度方向进行再次切割，得到每个叶片段的两个叶片切片。

[0034] 在本实施例中采用线切割的方式进行切割，线切割为电腐蚀的方式进行切割，避

免在切割过程中对叶片造成变形，保证后续测量的准确性。

[0035] 步骤4、对各个叶片切片以及与其连接的定位标记物进行测量，得到各个叶片切片

的内外表面形貌数据，并根据定位标记物的测量数据建立参考中心线和参考平面。

[0036] 对切开的各个叶片切片分别进行光学扫描测量，保证叶片本身内外表面和圆柱段
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扫描的完整性。通过接触式打点的方法在圆柱棒的柱面41和端面42分别打点，根据圆柱棒

的点坐标建立叶片切片的参考中心线和参考平面，并分别保存各个叶片切片的测量数据。

[0037] 步骤5、根据步骤2叶片的参考中心线和参考平面，以及步骤4得到的各个叶片切片

的参考圆柱中心线和参考平面，将各个叶片切片的测量数据进行拼接，得到整个透平叶片

的测量数据，完成测量。

[0038] 将每个叶片切片的参考中心线和参考平面与叶片对应位置的参考中心线和参考

平面进行重合，使每个叶片切片的测量数据与叶片的测量数据重合，得到相对位置准确的

叶片内外表面的测量数据。

[0039] 在对齐时，首先采用叶片段的一个圆柱棒的参考平面与原始叶片对应位置的参考

平面对齐，同时使圆柱棒参考中心线对齐，再用其他圆柱棒的特征进行对齐，对齐后采用其

它的特征对前述对齐效果进行验证与调整。在实际操作时，可采用多种特征组合的方式进

行对齐，并对多种对齐方案进行偏差评价，最终采用偏差最小的特征组合对齐。

[0040] 以上内容仅为说明本发明的技术思想，不能以此限定本发明的保护范围，凡是按

照本发明提出的技术思想，在技术方案基础上所做的任何改动，均落入本发明权利要求书

的保护范围之内。
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